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摘要(译)

一种通过使用电子设备确定对象的长度的方法包括：由电子设备获取电
子设备上第一点和第二点之间的电子设备的长度;由所述电子设备获得施
加到所述电子设备上的第三点的张力，所述第三点位于所述第一点和所
述第二点之间;以及通过使用所获得的张力和预存储的参考张力信息来校
正所获得的长度，所述预存储的参考张力信息指示施加到所述第三点的
张力相对于所述对象的长度的关系，并且将校正后的长度确定为最终长
度的对象。
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